Elektroninio dokumento nuorasas

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRSININKAS

ISAKYMAS
DEL BENDROSIOS PATIKROS METODIKOS BPM 111950581-148:2026
,PAVIRSINES TARSOS MATUOKLIAI* PATVIRTINIMO

2026 m. rugséjo d.Nr. 11V-  -(1.2E)
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos jstatymo 19 straipsnio 9 dalimi,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018 m. balandzio 18 d. nutarimo Nr. 364 D¢l jgaliojimy
igyvendinant Lietuvos Respublikos metrologijos jstatymg suteikimo* 1.1.6 papunkciu, Matavimo
priemoniy patikros metodiky rengimo ir tvirtinimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijy ministro 2015 m. geguzés 15 d. jsakymu Nr. 4-329 ,.Dél Matavimo
priemoniy patikros metodiky rengimo ir tvirtinimo tvarkos apraso patvirtinimo* 24 punktu, 28.1
papunkc¢iu ir 31 punktu bei atsizvelgdamas j Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijy
ministerijos 2026 m. rugs¢jo 15 d. derinimo rasta Nr. 3-3016 ,Dél Lietuvos metrologijos
inspekcijos virSininko jsakymo ,,.Dél bendrosios patikros metodikos BPM 111950581-148:2026
,Pavir§inés tarSos matuokliai® patvirtinimo* projekto derinimo*:

I. Tvirtinu bendrgja patikros metodika BPM 111950581-148:2026 ,,PavirSinés tarSos
matuokliai® (pridedama).

2. PripazZjstu netekusiais galios:

2.1. Valstybinés metrologijos tarnybos direktoriaus 2014 m. geguzés 19 d. jsakymag Nr. V-
61 ,,Dé¢l bendrosios patikros metodikos BPM 120229395-148:2014 patvirtinimo”;

2.2. Valstybinés metrologijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birZelio 19 d. jsakyma Nr. V-
79 ,.Dél bendrosios patikros metodikos BPM 120229395-152:2014 ,,Gama spinduliuotés
radiometrai” patvirtinimo”;

2.3. Valstybinés metrologijos tarnybos direktoriaus 2013 m. geguzés 24 d. jsakymag Nr. V-
88 ,,Dél patikros metodikos PM 120229395-07:2013 patvirtinimo™;

2.4. Valstybinés metrologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birZelio 19 d. jsakyma Nr. V-
89 ,,Dél patikros metodikos PM 120229395-02:2012 patvirtinimo”;

2.5. patikros metodika PM 2037574-23:2001 ,,Paieskos dozimetras-radiometras MKS-PM
1402M” (Baltarusija)”, 2001 m. lapkri¢io 12 d. patvirtinta Valstybinés metrologijos tarnybos
direktoriaus;

2.6. laikingja patikros metodikg LPM 1910-88 ,,Dozimetrai gama spinduliuotei matuoti”;

2.7. laikingja patikros metodika LPM 1788-87 ,Fotoninio spinduliavimo jvairiy doziy
matavimai’;

2.8. laikingja patikros metodika LPM 8.041-84 ,Alfa spinduliuot¢ matuojantys
radiometrai’;

2.9. laikingjg patikros metodika LPM 8.040-84 ,Beta spinduliuote matuojantys
radiometrai”.
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3. Pavedu Teisinés metrologijos skyriui pateikti Sio jsakymo nuoraSa 1 punkte
nurodytos bendrosios patikros metodikos rengéjui ir paskirtosioms jstaigoms, atliekan¢ioms
jonizuojanciosios spinduliuotés matavimo priemoniy patikra.

4. Nustatau, kad Sis jsakymas, iSskyrus 3 punkta, jsigalioja 2027 m. balandzio 1 d.

Virsininkas Vaidas QGricius

Parenge

Teisinés metrologijos skyriaus
patar¢ja

Alma Gaiziené
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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendroji patikros metodika BPM 111950581-148:2026 ,,PavirSinés tarSos matuokliai®
(toliau — metodika) nustato pavirSinés tarSos matuokliy ir kombinuoty matuokliy (toliau kartu —
matuoklis), turiniy pavirsinés tarSos matavimo funkcija, pirminés, periodinés ir neeilinés patikros
(toliau kartu — patikra) reikalavimus.

1.1. Metodika taikoma alfa, beta ir (arba) gama spinduliuote skleidzianciy radionuklidy
aktyvuma, pavirSinj aktyvuma, daleliy skai¢iavimo spartg ir (arba) pavirSing daleliy skaic¢iavimo
sparta matuojantiems matuokliams. Kombinuoty matuokliy sugertosios ir (arba) lygiavertés dozés
galios matavimo funkcijoms taikomi tik su $iy funkcijy patikra susije Sios metodikos reikalavimai.

1.2. Patikra atlickama tiesioginio palyginimo metodu: tikrinamojo matuoklio rodmenys
nustatytomis matavimo saglygomis lyginami su kalibruoto etaloninio spinduliuotés Saltinio arba
etaloninio spinduliuotés lauko vertémis.

2. Metodika parengta remiantis Siais dokumentais:

2.1. Standartu LST EN 60325:2004 ,,Radiacinés apsaugos matavimo aparatiira. Alfa, beta ir
alfa/beta (beta spinduliuotés energija didesné kaip 60 keV) tarSos matuokliai ir stebimosios kontrolés
aparatai (IEC 60325:2002, modifikuotas)* (angly k. ,,Radiation protection instrumentation. Alpha,
beta and alpha/beta (beta energy > 60 keV) contamination meters and monitors (IEC 60325:2002,
modified)*) (toliau — LST EN 60325:2004);

2.2. Lietuvos higienos norma HN 73:2018 ,Pagrindinés radiacinés saugos normos",
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodzio 21 d. jsakymu Nr.
663 ,D¢l Lietuvos higienos normos HN 73:2018 ,,Pagrindinés radiacinés saugos normos®
patvirtinimo*;

2.3. Standartu LST EN 60846-1:2015 ,,Radiacinés saugos matavimo aparatiira. Beta, rentgeno
ir gama spinduliuotés aplinkos ir (arba) kryptinés dozés ekvivalento (galios) matuokliai ir (arba)
monitoriai. 1 dalis. NeSiojamieji darbo viety ir aplinkos matuokliai ir monitoriai (IEC 60846-1:2009,
modifikuotas)* (angly k. ,, Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose
equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 1: Portable
workplace and environmental meters and monitors“ (IEC 60846-1:2009, modified) “);

2.4. Standartu LST EN 60846-2:2018 ,,Radiacinés saugos matavimo aparatiira. Beta, rentgeno
ir gama spinduliuotés aplinkos ir (arba) kryptinés dozés ekvivalento (galios) matuokliai ir (arba)
monitoriai. 2 dalis. Didelio diapazono neSiojamieji beta ir fotoninés spinduliuotés dozés bei dozés
galios matuokliai, skirti radiacinei saugai avarijy atveju (IEC 60846-2:2015, modifikuotas)* (angly
k. ,,Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters
and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 2: High range beta and photon dose and
dose rate portable instruments for emergency radiation protection purposes (IEC 60846-2:2015,
modified) “).

3. Metodikoje naudojamos sgvokos:

3.1. Radiacinés patikros kamera — radiacinés saugos reikalavimus atitinkanti patalpa,
kurioje, naudojant metodikos 3 lentel¢je nurodytas etalonines priemones, formuojamas
jonizuojanciosios spinduliuotés laukas dozés galios matavimo funkcijoms tikrinti.

3.2. Matuoklis — vientisa matavimo priemon¢ arba i§ rodmeny jtaiso ir atskiro jutiklio
sudaryta sistema, kurios pavir§inés tarSos matavimo rezultatas pateikiamas Bq, Bg/cm?, 1/s arba
1/(s-cm?) vienetais. Kombinuotas matuoklis gali papildomai matuoti sugertosios ir (arba) lygiavertés
dozés galig Gy/h arba Sv/h vienetais.

3.3. Matavimo geometrija — etalono kalibravimo sertifikate arba technin¢je dokumentacijoje
nurodytas matuoklio jutiklio ir etaloninio spinduliuotés Saltinio arba etaloninio spinduliuotés lauko
atskaitos taSko tarpusavio iSdéstymas, orientacija ir atstumas.

4. Patikrai turi biiti pateiktas visiSkai sukomplektuotas matuoklis ir gamintojo techniné
specifikacija ir (arba) eksploatavimo dokumentas (toliau kartu — techniné dokumentacija). Kai



matuoklio programiné jranga yra teisinés metrologinés kontrolés dalis, taip pat pateikiamas tipo
patvirtinimo arba tipo tyrimo sertifikatas (toliau — tipo sertifikatas) ar jo kopija, kurioje nurodyti
programingés jrangos identifikavimo duomenys — versija ir (arba) kontroliné suma (CRC), jeigu Siy
duomeny néra techninéje dokumentacijoje.

IT SKYRIUS L.
TIKRINAMI METROLOGINIAI PARAMETRAI IR JU REIKSMES

5. Patikros metu tikrinami metrologiniai parametrai ir jy leidZziamosios ribos pateiktos
metodikos 1 lentel¢je.
1 lentelé. Tikrinami metrologiniai parametrai ir jy leidZiamosios ribos
Eil. Didziausia leidziamoji
Nr. Parametro pavadinimas” Parametro verté paklaida
(toliau — DLP)

1. | PavirSinés tar§os matavimo

sritis, Bq, Bg/cm?, 1/s, 1/(s:cm?)
2. | PavirSinés tarSos matavimo pagal technine
paklaida, % dokumentacija

pagal techning dokumentacija _

3. | Lygiavertés dozés galios

matavimo sritis. Sv/h pagal techning dokumentacija —

4. | Lygiavertés dozés galios pagal techning
matavimo paklaida, % dokumentacija

5. | Sugertosios dozés galios

matavimo sritis, Gy/h pagal techning dokumentacija -

6. | Sugertosios dozés galios pagal techning
matavimo paklaida, % B dokumentacija
* Tikrinami tik tikrinamajame matuoklyje jdiegti ir jo technin¢je dokumentacijoje numatyti
parametrai.
IIT SKYRIUS
PATIKROS VEIKSMAI

6. Patikros metu atliekami veiksmai nurodyti metodikos 2 lentel¢je.

2 lentelé. Patikros metu atlickami veiksmai

Eil. Veiksmo pavadinimas Metodikos punkto Patikra
Nr. numeris
1. |Regimoji kontrolé 13 Taip
2. Koptrqhmu tasky ir etaloniniy verciy 14 Taip
parinkimas
3. |ISbandymas 15 Taip
4. |Kontroliniai matavimai 16 Taip
5. Pq@rsmes 'ta'rsos paklaidos ir matavimo 17 Taip, jei taikoma
srities jvertinimas
6. Dozgs gahos paklaidos ir matavimo srities 13 Taip, jei taikoma
jvertinimas

6.1. Metodikos 2 lentelés 5 ir 6 eilutése nurodyti veiksmai atliekami tik toms matavimo
funkcijoms, kurios yra deklaruotos tikrinamo matuoklio gamintojo technin¢je dokumentacijoje.
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6.2. Esant teigiamiems pirminés patikros rezultatams, matuoklis plombuojamas (jeigu nurodyta
jo techninéje dokumentacijoje) taip, kad negalima bity pakeisti jo metrologiniy parametry
nepazeidziant plombos.

6.3. Esant teigiamiems patikros rezultatams ir uzsakovui pageidaujant, matuoklis papildomai

zymimas patikros zymeniu, netrukdanciu nuskaityti rodmeny ir identifikuoti matuoklio.

7. Patikros metu naudojamos etaloninés matavimo priemonés nurodytos metodikos

3 lenteléje.

IV SKYRIUS
PATIKROS PRIEMONES

3 lentelé. Etaloninés matavimo priemongés

Etaloninés priemonés charakteristikos

Etalonlnes.p riemones Etaloniné verté ISpléstiné Pastabos
pavadinimas v
neapibréZtis U
Alfa spinduliuotés ) . )
etaloninis pavirSinis A, Bg; Ap, Bg/em ) B, 1/s; By, U <DLP/3
N 1/(s-cm?) . )
Saltinis Etaloninés vertés
Beta spinduliuotés ) . ) turi apimti 14.1
etaloninis pavirsinis A, Ba; Ap, Bg/em?; B, 1/s; By, U <DLP/3 papunktyje
. e 1/(s-cm?) :
Saltinis parinktus
Gama spinduliuotés kontrolinius
etaloninis Saltinis ir A, Bq, ir (arba) D., Sv/h ar U <DLP/3 taskus.
(arba) gama ar rentgeno Gy’h
etaloninis laukas

7.1. Gali buti naudojamos jvairiy tipy etaloninés matavimo priemones, jeigu jy
charakteristikos atitinka metodikos 3 lentel¢je nustatytus reikalavimus.

7.2. PavirSinés tarSos matavimo funkcijoms tikrinti naudojamas pagal tikrinamojo matuoklio
registruojamg spinduliuotés rai§} parinktas kalibruotas alfa, beta arba gama spinduliuotés etaloninis
Saltinis. Dozés galios matavimo funkcijoms tikrinti naudojamas kalibruotas gama spinduliuotés
etaloninis Saltinis ir (arba) gama ar rentgeno etaloninis spinduliuotés laukas. Etalono kalibravimo
sertifikate arba jo priede turi buiti nurodyta spinduliuotés risis ir energija arba radionuklidas, etaloniné
verté, matavimo geometrija ir atstumas, iSpléstiné neapibréZtis ir naudojimo salygos. Plokstiesiems
pavirSinés emisijos Saltiniams taip pat turi buiti nurodyti aktyviojo pavir§iaus matmenys ir pavirSiaus
emisijos homogeniskumo duomenys.

7.3. Patikrai naudojama patikros atlikimo metu galiojanti etaloniné verté, pateikta kalibravimo
sertifikate, jo priede arba kalibruotos etaloninés jrangos valdymo programoje.

7.4. Etaloninés vertés iSpléstiné neapibréztis U turi biiti ne didesné kaip trecdalis
atitinkamame kontroliniame taske taikomos didZiausios leidziamosios paklaidos: U < DLP/3.

8. Patikros metu naudojamos pagalbinés priemonés nurodytos metodikos 4 lenteléje.

4 lentelé. Pagalbinés priemonés

Priemonés Matavimo priemonés charakteristikos Pastabos
pavadinimas Matavimo ribos Paklaida
Termometras nuo 0 iki 50 °C 10,5 °C
Psichrometras nuo 20 iki 85 % +6 % Aplinkos sglygoms matuoti
Barometras nuo 950 iki 1070 hPa -
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8.1. Pagalbinés priemonés turi biiti kalibruotos arba joms turi biiti atlikta patikra.
8.2. Jei patikros metu naudojama radiaciné patikros kamera, ji turi atitikti radiacinés saugos
reikalavimus ir jos eksploatavimo dokumentuose nustatytas naudojimo salygas.

V SKYRIUS
LEIDZIAMOS APLINKOS SALYGOS

9. Patikra atlieckama metodikos 9.1-9.3 papunkciuose nurodytomis aplinkos saglygomis. Jeigu
tikrinamojo matuoklio techninéje dokumentacijoje arba etaloninés priemonés kalibravimo sertifikate
ar technin¢je dokumentacijoje nustatytos siauresnés arba kitokios naudojimo salygos, patikros
salygos turi atitikti abiejy priemoniy reikalavimus.

9.1. aplinkos temperatiira nuo 15 iki 25 °C;

9.2. atmosferinis slégis nuo 960 iki 1040 hPa;

9.3. santykiné drégmé nuo 30 iki 80 %.

VI SKYRIUS
DARBU SAUGOS REIKALAVIMAI

10. Atliekant patikra, turi biiti laikomasi saugos reikalavimy, nurodyty $iy teisés akty
aktualiose redakcijose ir techniniuose dokumentuose:

10.1. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatyme;

10.2. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, patvirtintos energetikos ministro
2010 m. kovo 30 d. jsakymu Nr. 1-100 ,,D¢l Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy
patvirtinimo*;

10.3. Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo
ministro 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102 ,,Dél Darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty
patvirtinimo";

10.4. Lietuvos higienos norma HN 73:2018 ,,Pagrindinés radiacinés saugos normos",
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodZio 21 d. jsakymu Nr.
663 ,Dé¢l Lietuvos higienos normos HN 73:2018 ,Pagrindinés radiacinés saugos normos‘
patvirtinimo*;

10.5. Saugos reikalavimai, nurodyti tikrinamojo matuoklio ir naudojamy etaloniniy bei
pagalbiniy priemoniy technin¢je dokumentacijoje, jeigu tokia yra.

VII SKYRIUS
PASIRUOSIMAS PATIKRAI

11. Pries§ patikrg bitina:

11.1. susipazinti su tikrinamojo matuoklio technine dokumentacija;

11.2. susipazinti su Sia metodika;

11.3. jsitikinti, kad etaloninés ir pagalbinés priemongs atitinka Sios metodikos 7 ir 8 punkty
reikalavimus;

11.4. jsitikinti, kad aplinkos salygos atitinka leidziamasias aplinkos salygas, nurodytas
metodikos 9 punkte.

12. Tikrinamasis matuoklis paruo$iamas patikrai remiantis jo technine dokumentacija.

VIII SKYRIUS
PATIKROS ATLIKIMO TVARKA

13. Regimoji kontrolé.
13.1. Matuoklio korpusas, iSoriniai jutikliai turi biiti be iSoriniy mechaniniy pazeidimy, kurie
galéty paveikti matuoklio veikimo saugg ir metrologines charakteristikas.
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13.2. Matuoklis turi jsijungti. Jeigu matuoklis maitinamas baterija (baterijomis), ji (jos) turi
buti jdéta (ijdétos), o ekrane arba busenos indikatoriuje neturi biiti rodomas iSsikrovusios arba
nepakankamai jkrautos baterijos signalas.

13.3. Visi jungiamieji ar maitinimo tiekimo laidai turi buti be mechaniniy pazeidimy.

13.4. Matuoklio identifikacijos lentel¢je arba ekrane turi biiti nurodyta:

13.4.1. matuoklio tipas;

13.4.2. gamintojo pavadinimas arba logotipas;

13.4.3. gamyklinis numeris.

13.5. Matuoklio programinés jrangos versija ir (arba) kontroliné suma (CRC), kai taikoma,
nustatoma ekrane, informaciniame meniu arba per gamintojo numatyta sasajg ir palyginama su tipo
sertifikate arba techninéje dokumentacijoje nurodytais duomenimis. Identifikavimo duomenys turi
sutapti.

13.6. Pirminés patikros plomba, jeigu ji numatyta techninéje dokumentacijoje, neturi biiti
pazeista. Jei plombos néra arba ji pazeista, turi biiti atlickama pirminé patikra.

13.7. Jei kuri nors i§ metodikos 13.1-13.6 papunkciuose nurodyty salygy neatitinka
reikalavimy, aptikti trikumai turi buti pasalinti prie§ atlickant patikrg. PrieSingu atveju, matuoklis
pripazjstamas neatitinkanciu $ios metodikos reikalavimy ir netinkamu naudoti.

14. Kontroliniy tasky ir etaloniniy ver¢iy parinkimas.

14.1. Kontroliniy tasky parinkimas.

14.1.1. Etaloniniai spinduliuotés $altiniai ir (arba) etaloniniai spinduliuotés laukai parenkami
taip, kad jy etaloninés vertés apimty tikrinamus matuoklio matavimo srities kontrolinius taSkus ir
biity naudojamos kalibravimo sertifikate nurodyta geometrija bei saglygomis.

14.1.2.Jeigu matuoklis turi vieng matavimo rezima, apimantj viena pavirSinés tarsos ir (arba)
dozés galios matavimo sritj, kontroliniai taskai parenkami taip, kad kiekvienoje matavimo srities
dekadoje biity ne maziau kaip vienas kontrolinis taskas. Jeigu matavimo sritis apima maziau kaip
vieng dekada, 1§ turimy etaloniniy ver¢iy parenkamas bent vienas kontrolinis taskas, kurio verté yra
arCiausia matavimo srities riby geometriniam vidurkiui; jeigu apatiné matavimo srities riba lygi
nuliui, taikomas aritmetinis riby vidurkis.

14.1.3. Jeigu matuoklis turi kelis matavimo rezimus arba diapazonus, kontroliniai taskai
parenkami kiekvienam rezimui (diapazonui) atskirai, taip, kad kiekvienoje to reZimo (diapazono)
matavimo dekadoje blity ne maZiau kaip vienas kontrolinis taskas. Jeigu atskiras rezimas arba
diapazonas apima maziau kaip vieng dekada, jame parenkamas bent vienas kontrolinis taskas.

14.2. PavirSings tarSos etaloninés vertés nustatymas.

14.2.1. Jeigu kalibravimo sertifikate, jo priede arba etaloninés jrangos valdymo programoje
konkreciai matavimo geometrijai pateikta etaloniné verté tais paciais vienetais kaip tikrinamojo
matuoklio rodmuo, §i verté M. naudojama tiesiogiai.

14.2.2. Kai reikia jvertinti matuoklio jutiklio ir etaloninio Saltinio ploty skirtuma, naudojami
Sie dydziai: S;j— matuoklio jutiklio jautrusis plotas, cm?; S; — etaloninio Saltinio aktyvusis plotas, cm?;
S. — persidengiantis veiksmingasis plotas, cm?; ks — ploto koeficientas. Saltinis ir jutiklis i§déstomi
bendraasiai taip, kad mazesnysis plotas visas patekty j didesniojo plota.

Se =min(S;, Ss); ks=Se/Ss

14.2.3. Etaloninis Saltinis parenkamas taip, kad ploty atitikties santykis q = min(S;, Ss) /
max(S;, Ss) biity kuo arciau 1. Ploto koeficientas taikomas tik tada, kai etaloninio Saltinio pavirSiaus
emisijos homogeniSkumas patvirtintas kalibravimo sertifikate arba techninéje dokumentacijoje. Jei
homogeniSkumas nejvertintas, naudojama konkreciai matavimo geometrijai sertifikuota etalonine
verté arba i$ turimy etaloniniy Saltiniy parenkamas didziausig q verte turintis Saltinis.

14.2.4. Kai matuoklio rodmuo pateikiamas aktyvumo vienetais Bq, etalonin¢ verté
apskaiciuojama pagal formule:
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14.2.5. Kai matuoklio rodmuo pateikiamas pavirSinio aktyvumo vienetais Bq/cm?, etaloniné
verté apskai¢iuojama pagal formule:

Me:Ae/Ss:ks'Ae/Se-

14.2.6. Kai matuoklio rodmuo pateikiamas daleliy skai¢iavimo spartos vienetais 1/s, etaloniné
verté apskai¢iuojama pagal formulg:
M. =1 "Ks " Be.

14.2.7. Kai matuoklio rodmuo pateikiamas pavirSinés daleliy skai¢iavimo spartos vienetais
1/(s-cm?), etaloniné verté apskaic¢iuojama pagal formule:

Me=1n-Be/Ss=1n-ks Be/Se.

14.2.8. Formulése A. — kalibravimo dokumentuose pateiktas etaloninio Saltinio aktyvumas,
Bq; B. — etaloninio Saltinio pavirSiaus emisijos sparta, 1/s; 1 — gamintojo techninéje dokumentacijoje
konkrec¢iam radionuklidui ir matavimo geometrijai nurodytas jutiklio registravimo efektyvumas. Jei
formuléms reikalingi duomenys nepateikti, naudojama tik konkreciai matavimo geometrijai tiesiogiai
sertifikuota M. verte.

14.2.9. Kiekviena parinkta M. verté turi patekti j tikrinamojo matuoklio pavirSinés tarSos
matavimo rezimo sritj (diapazona).

14.3. Dozés galios etaloninés vertés nustatymas.

14.3.1. Kiekvienam dozés galios kontroliniam taskui etaloniné verté D. imama tiesiogiai 1§
kalibravimo sertifikato, jo priedo arba kalibruotos etaloninés jrangos valdymo programos pagal
pasirinkta spinduliuotés kokybe, matavimo geometrijg ir atstumg. D. turi buti iSreiksSta tuo paciu
matuojamuoju dydZiu ir vienetais kaip tikrinamojo matuoklio rodmuo.

14.3.2. Jeigu etaloniné priemoné pateikia kita matuojamajj dydj arba kitus vienetus,
kontrolinis taSkas gali buti naudojamas tik tada, kai etalono kalibravimo sertifikate pateiktas
perskaiciavimas j tikrinamojo matuoklio matuojamajj dydj ir vienetus.

14.3.3. Kiekviena parinkta D. verté turi patekti j tikrinamojo matuoklio dozés galios matavimo
rezimo srit] (diapazong).

15. IsSbandymas.

15.1. Jei matuoklyje numatytas vidinis testavimas, stebima jo eiga. Vidinio testavimo metu
ekrane turi pasirodyti ir pasigirsti matuoklio technin¢je dokumentacijoje nurodyti signalai ir
praneSimai. Vidiniam testavimui pasibaigus matuoklis turi pereiti ] matavimo rezima.

15.2. Patikrinamas visy matuoklyje numatyty matavimo rezimy nustatymas ir rodymas (pvz.,
pavirSings tarSos matavimas skirtingais vienetais, dozés galios matavimas). Ekrane turi biiti rodoma
matuojamojo dydZio verté ir matavimo vienetas. Ekrane rodomi Zenklai ir biisenos indikatoriai turi
atitikti matuoklio techninéje dokumentacijoje pateiktg apraSyma.

15.3. Jei matuoklyje numatytas spinduliuotés riiSies pasirinkimas, patikrinamas visy
spinduliuotés riisiy nustatymas ir rodymas.

15.4. Jei matuoklyje numatytas radionuklido pasirinkimas, patikrinamas bent dviejy
pasirenkamy radionuklidy nustatymas ir rodymas. Jei matuoklyje galima pasirinkti tik vieng
radionuklida, patikrinamas jo nustatymas ir rodymas.

15.5. Pavojaus signaly lygiy nustatymas ir veikimo tikrinimas, jei §i funkcija numatyta
matuoklyje.

15.5.1. Pavojaus signaly lygiai laisvai parenkami matuoklio leidziamoje nustatymo srityje,
atsizvelgiant | naudojamus etalonus. Gali biiti naudojami ir uzsakovo nurodyti lygiai, jeigu juos
galima patikrinti turimomis etaloninémis priemonémis. Jei matuoklyje numatyti keli nepriklausomi
pavojaus signaly lygiai, patikrinami bent du lygiai; jei numatytas vienas lygis naudojama jo verte.

15.5.2. Kiekvienam parinktam pavojaus signalo lygiui sudaromi du kontroliniai taskai: vienas
7emiau, kitas auki¢iau nustatyto lygio. Zemesniajame taske pavojaus signalas neturi jsijungti, o
aukStesniajame turi jsijungti per techninéje dokumentacijoje nurodyta laika. Patikrinami visi numatyti

.....



16. Kontroliniai matavimai.

16.1. Pries metodikos 17 ir 18 punktuose nurodytus matavimus pagal matuoklio technine
dokumentacijg kiekvienam kontroliniy matavimy rezimui nustatomas radiacinis fonas.

16.1.1. Jei matuoklyje numatyta automatinio fono atémimo funkcija, ji jjungiama ir atlickama
gamintojo nustatyta fono nustatymo procediira. Skaiciuojant paklaidg laikoma, kad Mo = 0 pavirSinés
tarSos matavimo rezime arba Do = 0 dozés galios matavimo rezime.

16.1.2. Jei automatinio fono atémimo funkcijos néra, atlieckami ne maziau kaip trys fono
matavimai. Registruojami fono rodmenys Mo arba Do ir apskai¢iuojamos jy vidutinés vertés:
Mo = (1/m)-EMo; arba Do = (1/m)-XDo;, ¢ia m — fono matavimy skaicius.

17. Pavir§inés tarSos matavimo paklaidos ir matavimo srities jvertinimas (taikoma
matuokliams, turintiems pavirSinés tarSos matavimo funkcijg).

17.1. PavirSinés tarSos matavimo paklaida jvertinama kontroliniuose taskuose, nurodytuose
14.1 papunktyje. Kiekviename taSke matavimai pakartojami 3 kartus.

17.2. Kiekviename kontroliniame taske matavimai atliekami tokia tvarka:

17.2.1. Parenkamas etaloninis spinduliuotés Saltinis, kontrolinis taskas ir etaloniné vert¢ M.
pagal metodikos 14.1 ir 14.2 papunk¢iy reikalavimus.

17.2.2. Tikrinamajame matuoklyje nustatomas pagal metodikos 14.1 papunktj tikrinamas
pavir$inés tarSos matavimo rezimas (diapazonas) ir etaloninei vertei M. naudojamas matavimo
vienetas. Jeigu matuoklyje galima pasirinkti spinduliuotés ri§j arba radionuklida, pasirenkama
etaloninio Saltinio spindulivotés rasis ir radionuklidas. Uzdedamas gamintojo techninéje
dokumentacijoje pasirinktam rezimui nurodytas filtras.

17.2.3. Matuoklio jutiklio ir etaloninio $altinio tarpusavio padétis, orientacija ir atstumas
nustatomi pagal etalono kalibravimo sertifikate ir matuoklio techninéje dokumentacijoje nurodyta
matavimo geometrijg. Saltinio aktyviojo pavirSiaus centras sutapatinamas su jutiklio jautriojo
pavirSiaus centru, jeigu etalono kalibravimo sertifikate nenurodyta kitaip. Jutiklis ir Saltinis neturi
liestis, 1Sskyrus atvejj, kai matavimas saly¢io biudu aiSkiai nurodytas matuoklio techningje
dokumentacijoje.

17.2.4. Pragjus technin¢je dokumentacijoje nurodytam matavimo arba rodmens nusistoveéjimo
laikui registruojamas rodmuo M;. Kiekviename kontroliniame taSke atliekami trys nepriklausomi
matavimai; prie§ kiekvieng matavimg Saltinis, kai techniSkai jmanoma, atitraukiamas arba uzdaromas
ir vél nustatomas | matavimo padétj. Apskaiciuojama viduting vert¢ M = (1/n)-ZM;, ¢ia n = 3.

17.2.5. Palyginimo metodu apskai¢iuojama santykiné pavirSinés tarSos matavimo paklaida:

AM = [(M — M) — M.] / M, - 100 %

¢ia: M — pavirSinés tarSos matavimo rezultaty vidutiné verté, apskaiciuota pagal metodikos
17.2.4 papunktj, Bq, Bg/cm?, 1/s arba 1/(s-cm?);

Mo — fono vidutiné verté, nustatyta pagal metodikos 16.1 papunktj;

M. — etalonin¢ verté kontroliniame taske, nustatyta pagal metodikos 14.2 papunktj, tais paciais
vienetais kaip matuoklio rodmuo.

17.3. Pavir§inés tarSos matavimo paklaida ir matavimo sritis atitinka nustatytus reikalavimus,
jei kiekviename kontroliniame taske santykinés paklaidos absoliucioji verté |AM| nevirsija metodikos
1 lentel¢je nurodytos DLP.

18. Dozés galios matavimo paklaidos ir matavimo srities jvertinimas (taikoma tik dozes galios
matavimo funkcijg turintiems matuokliams).

18.1. Dozés galios matavimo paklaida jvertinama kontroliniuose taSkuose, nurodytuose
metodikos 14.1 papunktyje. Kiekviename taSke matavimai pakartojami 3 kartus.

18.2. Kiekviename kontroliniame taske matavimai atliekami tokia tvarka:

18.2.1. Kontrolinis taskas radiacinés patikros kameroje suformuojamas keiciant atstuma tarp
matuoklio ir etaloninio Saltinio, pasirenkant kita etaloninj Saltinj ar spinduliuotés lauka, keiciant
etaloninés jrangos rezimga, naudojant slopintuvg ar kitu etaloninés jrangos technin¢je dokumentacijoje
nustatytu budu.
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18.2.2. Suformavus etaloninj spinduliuotés laukg palaukiama, kol matuoklio rodmuo
nusistovi, bet ne trumpiau kaip 10 s, jeigu techninéje dokumentacijoje nenustatyta Kkitaip.
Registruojamas rodmuo D;. Kiekviename kontroliniame taske atliekami trys nepriklausomi
matavimai ir apskai¢iuojama vidutiné verté D = (1/n)-XD;, ¢ian = 3.

18.2.3. Palyginimo metodu apskai¢iuojama santykiné dozés galios matavimo paklaida:

AD = [(D — Do) — D¢] / De - 100 %

¢ia: D — dozés galios matavimo rezultaty vidutiné verté, apskaiciuota pagal metodikos 18.2.2
papunktj, Sv/h arba Gy/h;

Do — radiacinés patikros kameros fono vidutiné verté, nustatyta pagal metodikos 16.1
papunktj;

D. — etaloniné¢ dozés galios verté kontroliniame taske, nustatyta pagal metodikos 14.3
papunktj.

18.3. Dozés galios matavimo paklaida ir matavimo sritis atitinka nustatytus reikalavimus, jei
kiekviename kontroliniame taske santykinés paklaidos absoliucioji verté |AD| nevirSija metodikos 1
lenteléje nurodytos DLP.

IX SKYRIUS
PATIKROS REZULTATU IFORMINIMAS

19. Atlikus patikrg jforminami Sie dokumentai:

19.1. patikros protokolas, kuriame turi biiti pateikta $i informacija:

19.1.1. patikros atlikimo data ir protokolo jforminimo data;

19.1.2. paskirtosios jstaigos, atlikusios patikra, pavadinimas ir adresas;

19.1.3. uzsakovo pavadinimas, adresas arba juridinio asmens kodas;

19.1.4. matuoklio gamintojas, tipas, modifikacija ir gamyklinis numeris;

19.1.5. programinés jrangos versija ir (arba) kontrolin¢ suma (CRC), jei taikoma;

19.1.6. matuoklio komplektacija, jei taikoma;

19.1.7. aplinkos salygy duomenys: temperatiira, santykiné drégmé ir, jei taikoma, atmosferinis
slegis;

19.1.8. naudoty etaloniniy priemoniy pavadinimai, gamintojai, tipai, gamykliniai numeriai,
kalibravimo sertifikaty numeriai, taikytos etaloninés vertés ir matavimo geometrija;

19.1.9. atlikty patikros veiksmy duomenys ir rezultatai;

19.1.10. 18vada apie matuoklio atitikt] Sios metodikos reikalavimams;

19.1.11. patikrg atlikusio asmens vardas, pavardé ir paraSas; parasas nebiitinas, kai
skaitmeniniu formatu uzfiksuota informacija leidZia identifikuoti patikrg atlikusj asmen;.

19.2. patikros sertifikatas, kai patikros rezultatai teigiami,

19.3. pazyma apie neatitikt], nurodant neatitikties pobtidj, kai matuoklis neatitinka metodikos
reikalavimy; paskutinés patikros Zymuo, jeigu yra, panaikinamas.

20. Atlikus patikra ir esant teigiamiems jos rezultatams, matuoklis Zenklinamas kaip numatyta
metodikos 6.2 — 6.3 papunkciuose.
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